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（参考）組込みソフトウェアの規模の拡大 

組込みソフトウェアは、近年、規模が拡大 
   →最終製品の性能を決定する大きな要素に 

2000年当時

100万行

500万行
～1000万行

現在

5～10倍

自動車
プログラム行数

2001年当時

100万行

500万行

現在

5倍以上

携帯電話
プログラム行数

2000年当時

100万行

300万行
～500万行

現在

3～5倍

カーナビプログラム行数

2002 年当時 

20 万行 

100 万行 

現在 

5 倍以上 

DVDレコーダ プログラム行数 

13 

（参考）組込みソフトウェアの規模の拡大 

組込みソフトウェアは、近年、規模が拡大 
   →最終製品の性能を決定する大きな要素に 

2000年当時

100万行

500万行
～1000万行

現在

5～10倍

自動車
プログラム行数

2001年当時

100万行

500万行

現在

5倍以上

携帯電話
プログラム行数

2000年当時

100万行

300万行
～500万行

現在

3～5倍

カーナビプログラム行数

2002 年当時 

20 万行 

100 万行 

現在 

5 倍以上 

DVDレコーダ プログラム行数 

13 

·ÜĖĪĬĲŀĐ
įĺĴġĢğÉ�č��-(4

��ő¸���¥ö·ÜĖĪĬĲŀ��ĐÒñčl°Gä÷
ōN]23OR)

97Copyright © 2011 Ministry of Economy, Trade and Industry  All Rights Reserved.

Q26-2 製品出荷後に発生した丌具合の原因（丌具合件数ベース）

運用・保守の不具合
2.1%

その他
3.9%

ソフトウェアの不具合
47.6%

システム設計の不具合
6.7%

取扱説明書・表示等の不具
合
2.1%

操作・使用環境等使用者に
起因する不具合

3.6%

他製品・他システムとの接
続に起因する不具合

3.8%

製品企画・仕様の不具合
7.3%

ハードウェアの不具合
11.4%

製造上の不具合
11.6%
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PSP/TSPĐ�Ç
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PSPĩŋĬĐ]~

Copyright(C)2017 Kyushu Institute of Technology



Size and Time Estimating Errors
(2007-2016)

Size estimating error Time estimating error
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Compile and Test Time Ranges
(2007-2016)

Compile Time Range Test Time Range

What percentage of total development time is spent for compile and test?
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Process Yield
(2007-2016)
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Defect Density in Unit Test
(2007-2016)

DefectDensity = Defects
1000LOCs
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Productivity
(2007-2016)
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PSPĐ�ë8č�ëÌã欠陥型標準 (PSP - numbers)

型 説明
10 Documentation - comments, messages
20 Syntax - spelling, punctuation, typos, instruction formats
30 Build, package - change management, library, version control
40 Assignment - declaration, duplicate names, scope, limits
50 Interface - procedure calls and reference, I/O, user formats
60 Checking - error messages, inadequate checks
70 Data - structure, content
80 Function - logic, pointers, loops, recursion, computation, function defects
90 System - configuration, timing, memory
100 Environment - design, compile, test, or other support system problems

Adapted from A Discipline for Software Engineering, copyright © 1995 Addison-Wesley. Used by permission. 
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ĕčė
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